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Lêi nãi ®Çu 

TCVN 2230 : 2007  thay thÕ TCVN 2230 : 1977. 

TCVN 2230 : 2007  hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 565 : 1990. 

TCVN 2230 : 2007 do TiÓu ban kü thuËt Tiªu chuÈn 

TCVN/TC27/SC3 Nhiªn liÖu kho¸ng r¾n – Than biªn so¹n,  

Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc 

vµ C«ng nghÖ c«ng bè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TCVN 2230 : 2007  

 4 

Lêi giíi thiÖu 

Khi c¸c sµng thö nghiÖm b»ng l−íi ®ét lç b»ng ®iÖn ®−îc nghiªn cøu biªn so¹n vµ nhËp vµo b¶n 

tiªu chuÈn xuÊt b¶n lÇn thø hai cña ISO 565, ph¸t hµnh n¨m 1983, th× d¶i kÝch th−íc lç ®· ®−îc 

më réng xuèng ®Õn 5 µm b»ng c¸ch ®−a vµo d·y R’10 tÊt c¶ c¸c kÝch th−íc chÝnh tõ  

32 µm vµ nhá h¬n, phï hîp víi ISO 497.  

Trong cïng thêi gian ®ã còng ®· thÊy cã nhu cÇu cÇn l−íi kim lo¹i, l−íi ®ét lç b»ng ®iÖn cã kÝch 

th−íc nhá h¬n. Do vËy trong b¶ng vÒ c¸c kÝch th−íc lç danh nghÜa ®· nhÊt trÝ bá c¸c kÝch th−íc lç 

phô: 28 µm vµ 22 µm, vµ c¸c kÝch th−íc lç chÝnh: 12,5 µm, 8 µm vµ 6,3 µm.  

Ngoµi viÖc bá c¸c kÝch th−íc trªn, hÖ sè cña c¸c kÝch th−íc liªn tiÕp trong d·y sè ®−îc nªu trong 

B¶ng 0.1. 

B¶ng 0.1 

ISO 3 vµ ISO 497 B−íc HÖ sè 

R 20/3 Kho¶ng 40 % 1,40 

R’ 10 Kho¶ng 25 % 1,25 

R 40/3 Kho¶ng 19 % 1,19 

R 20 Kho¶ng 12 % 1,12 

Tiªu chuÈn nµy sÏ ®−îc tiÕp tôc so¸t xÐt, nÕu thÝch mét trong c¸c kÝch th−íc phô quy ®Þnh trong B¶ng 1 

vµ B¶ng 2: R 20 hoÆc R 40/3 ®−îc chÊp nhËn réng r·i vµ mang tÝnh chÊt chung, lóc ®ã sÏ cÇn ®−a vµo 

tiªu chuÈn c¶ hai d·y kÝch th−íc nµy. 

C¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi sµng thö nghiÖm, vÝ dô: sai lÖch kÝch th−íc lç vµ c¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm 

tra x¸c nhËn ®−îc nªu trong ISO 3310-1, ISO N3310-2, vµ ISO 3310-3. 
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 T i ª u   c h u È n   q u è c   g i a                                TCVN 2230 : 2007 
XuÊt b¶n lÇn 2 

 

 

Sµng thö nghiÖm – L−íi kim lo¹i ®an, tÊm kim lo¹i ®ét lç vµ l−íi 

®ét lç b»ng ®iÖn – KÝch th−íc lç danh nghÜa 

Test sieves – Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet – Nominal 

sizes of openings 

 

1   Ph¹m vi ¸p dông 

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c kÝch th−íc lç danh nghÜa ®èi víi l−íi ®an, tÊm kim lo¹i ®ét lç vµ l−íi 

®ét lç b»ng ®iÖn dïng lµm sµng thö nghiÖm. 

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho: 

−   l−íi kim lo¹i cã c¸c lç vu«ng; 

−   tÊm kim lo¹i ®ét lç vµ l−íi ®ét lç b»ng ®iÖn cã c¸c lç trßn hoÆc lç vu«ng. 

2   Tµi liÖu viÖn dÉn 

C¸c tµi liÖu viÖn dÉn sau lµ cÇn thiÕt khi ¸p dông tiªu chuÈn nµy. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn ghi 

n¨m ban hµnh th× ¸p dông b¶n ®−îc nªu. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn kh«ng ghi n¨m ban hµnh th× 

¸p dông phiªn b¶n míi nhÊt, bao gåm c¶ c¸c b¶n söa ®æi (nÕu cã). 

ISO 2395 : 1972 Test sieves and testing sieving – Vocabulary (Sµng thö nghiÖm – Tõ vùng). 

3   §Þnh nghÜa 

Khi ¸p dông tiªu chuÈn nµy, dïng c¸c thuËt ng÷ nªu trong ISO 2395. 

4   Ký hiÖu 
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4.1 C¸c sµng thö nghiÖm ®−îc ký hiÖu theo kÝch th−íc danh nghÜa cña lç (kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c 

c¹nh ®èi diÖn hoÆc ®−êng kÝnh). §èi víi tÊm kim lo¹i ®ét lç vµ l−íi ®ét lç b»ng ®iÖn, sÏ ghi râ lo¹i 

lç vu«ng hoÆc trßn. 

4.2   C¸c kÝch th−íc lç lín h¬n vµ b»ng 1 mm ®−îc biÓu thÞ theo milimÐt (mm); c¸c kÝch th−íc lç 

nhá h¬n 1 mm sÏ ®−îc biÓu thÞ theo micromÐt (µm). 

5   KÝch th−íc lç danh nghÜa 

C¸c kÝch th−íc lç danh nghÜa ®−îc nªu trong B¶ng 1 vµ B¶ng 2 cã d¶i ¸p dông nh− sau: 

a)    ®èi víi l−íi kim lo¹i ®an: tõ 125 mm ®Õn 20 µm; 

b)    ®èi víi tÊm kim lo¹i ®ét lç: 

 −   lo¹i lç vu«ng: tõ 125 mm ®Õn 4 mm; 

 −   lo¹i lç trßn: tõ 125 mm ®Õn 1 mm. 

c)   ®èi víi l−íi ®ét lç b»ng ®iÖn cã c¸c lç trßn hoÆc vu«ng: tõ 500 µm ®Õn 5 µm. 

KhuyÕn c¸o nªn dïng c¸c kÝch th−íc lç chÝnh, nh−ng nÕu cÇn c¸c d·y cã kÝch th−íc nhá h¬n th× 

chØ h¹ xuèng tõ mét d·y kÝch th−íc phô, kh«ng h¹ tõ hai lo¹i kÝch th−íc, tøc lµ tõ R 20 hoÆc R 40/3. 
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B¶ng 1 – KÝch th−íc theo milimÐt                                 B¶ng 2 – KÝch th−íc theo micromÐt 
 

 
KÝch th−íc 

chÝnh KÝch th−íc phô 

R 20/3 R 20 R 40/3 
125 125 125 

 112  
  106 

90 100  
 90 90 
 80  
  75 

63 71  
 63 63 
 56  
  53 

45 50  
 45 45 
 40  
  37,5 

31,5 35,5  
 31,5 31,5 
 28  
  26,5 

22,4 25  
 22,4 22,4 
 20  
  19 

16 18  
 16 16 
 14  
  13,2 

11,2 12,5  
 11,2 11,2 
 10  
  95 

8 9  
 8 8 
 7,1  
  6,7 

5,6 6,3  
 5,6 5,6 
 5  
  4,75 

4 4,5  
 4  
 3,55  
  3,35 

2,8 3,15  
 2,8 2,8 
 2,5  
  2,36 

2 2,24  
 2 2 
 1,8  
  1,7 

1,4 1,6  
 1,4 1,4 
 1,25  
  1,18 
 1,12  

1 1 1  

 
KÝch th−íc 

chÝnh 
KÝch th−íc phô 

R 20/3 R 20 R 40/3 
 900  
  850 
 800  

710 710 710 
 630  
  600 
 560  

500 500 500 
 450  
  425 
 400  

355 355 355 
 315  
  300 
 280  

250 250 250 
 224  
  212 
 200  

180 180 180 
 160  
  150 
 140  

125 125 125 
 112  
  106 
 100  

90 90 90 
 80  
  75 
 71  

63 63 63 
 56  
  53 
 50  

45 45 45 
 40  
  38 
 36  

R’ 10 
32 
25 
20 
16 
10 
5 
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Phô lôc A 

(tham kh¶o) 

Th− môc tµi liÖu tham kh¶o 

[1]   ISO 3 : 1973, Preferred numbers – Series of  preferred numbers (Sè −u tiªn – D·y sè −u tiªn). 

[2]  ISO 497 : 1973, Guide to the choice of series of preferred numbers and series containing 

more rounded values of preferred numbers (H−íng dÉn chän d·y sè −u tiªn vµ d·y c¸c gi¸ trÞ lµm 

trßn lªn cña c¸c sè −u tiªn). 

[3]   ISO 3310-1 : 1990 Test sieves – Technical requirements and testing – Part 1: Test sieves of 

metal wire cloth (Sµng thö nghiÖm – Yªu cÇu kü thuËt – PhÇn 1: Sµng thö nghiÖm lµm b»ng l−íi 

®an kim lo¹i). 

[4]  ISO 3310-2 Test sieves – Technical requirements and testing – Part 2: Test sieves of 

perforated metal plate (Sµng thö nghiÖm – Yªu cÇu kü thuËt – PhÇn 1: Sµng thö nghiÖm lµm b»ng 

l−íi thÐp ®ét). 

[5]   ISO 3310-3 : 1990 Test sieves – Technical requirements and testing – Part 3: Test sieves of 

electrformed sheets. (Sµng thö nghiÖm – Yªu cÇu kü thuËt vµ thö nghiÖm – PhÇn 3: Sµng thö 

nghiÖm lµm b»ng tÊm kim lo¹i). 

 

 

 


